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1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest metoda po

miaru ujemnego napięcIa wejściowego U l /'la diodach zabez.. 

pleczai{lcych wejścia .::yfrowych układ6w scalonych. 

2. Warunki pomiaru. Pomiar naleiy przeprowadzać , 
warunków najgorszego przypadku. , ' 

Norma przedmiotowa powInna zawierać następuj{lce 

runkl okreśt~lfce dany pomiar: 

a) układ pomIarowy, 

dla 

wa-

b) wart~ć napięcIa zasilanIa dla warunków najgorszego 

<Przypadku, 

" ,c) w~rtość pr,du wejściowego I I wymuszonego na wej

'elu badanym dla 'warunków najgorszego przYij8dku (jdell 

w normie przedmiotowej nie poclano inaczej) , 

d) warto'cl n~plęć wejściowych na pozostałych wejściach 

dla warunków najgol"Szego przypadku, 
, , 

e) warunki klimatyczne otoczenia. 

3. Układ pomIarowy - wg rysunku. 

4. Przebieg pomiaru 

a) wstawIć badany układ scalony do podstawki pomiaro

wej, 
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b) ustalić temperaturę badanego układy scalonegozgod

nie z wymaganiami normy przedmiotowej (tempera\ura ukła

du powinna być sprawdzona przed i P? pomiarze), 

c) ustawIć napięcie zasllaj{lce zgodnie z norm{l przed-

miotow{l, 

d) , wymusIć na wejściu badanym pr{ld I l ' a na pozosta

łych wejściach napięcia wejścIowe zgodnIe z norm{l przed

m iotow{l, 

e) zmierzyć wartość napięcia wejściowego U l' 

W układach zawieraj{lcych więcej nii jedno wejśfie, 'ujem

ne napIęcIe wejściowe Ul naleiy mierzyć oddzielnie dia 

kaidego wejścia. 
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